
分析装置市場への技術参入をNIMSとともに！

分析装置の性能評価技術
-分析装置の性能劣化を早期に発見-

材料科学の分野では、X線光電子分光装置(XPS) やフーリエ変換赤外分光器（FT-IR）等の精密な分析装置が用いら

れています。分析装置の劣化を早期に発見することにより、測定データの品質と信頼性とを維持し、科学的発見の正当性や工

業製品の品質保証を担保することができます。分析装置の劣化を発見する指標として、分析装置の感度やノイズの絶対値等

が従来から用いられていました。しかし、これらの指標には、異常を検知した時点では分析装置の劣化がある程度進行しており、

異常の早期発見が難しいという問題がありました。

技術的優位性の
確立

新市場獲得

FORTUNE BUSINESS INSIGHTS
のウェブサイトより

2026 2034

624.3億ドル

986.8億ドル

連携フロー
分析装置

市場規模の成長性
貴社のメリット

「知財のプロ」 がご紹介するNIMS最新技術

本技術の実用化に向け、技術ライセンスの供与または共同研究をご検討頂けるパートナー企業を募集しております。本技

術にご興味をお持ち頂けましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

・担当研究者：電子・光機能材料研究センター 柳生 進二郎 （研究者総覧SAMURAI）

・本技術に関するお問合せ：https://www.nims.go.jp/contact/collaboration.html

本技術による装置劣化の検出結果

既存事業との
親和性

貴社 NIMS

技術シーズ
確かな技術力

製品化

･分析機器メーカ
･理化学機器メーカ
･精密機器メーカ
・機器ディーラ
・保守・サービス会社
・校正機関
etc.

 
 

            
  

    

NIMSは、分析装置の劣化を早期に発見できる技術を開発しました。この技術によれば、劣化を早期に発見して装置のメン

テナンス等を行い、測定データの品質と信頼性とを維持することができます。更に、品質や信頼性に乏しい測定データで装置の

キャリブレーションを行う危険性を未然に防止し、装置を適格にキャリブレーションすることもできます。この技術は、分析装置にア

プリで後付けすることもできます。

https://samurai.nims.go.jp/profiles/yagyu_shinjiro?locale=ja
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